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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

DISPOSITIFS PHOTOVOLTAIQUES —

Partie 10: Méthodes de mesure de la linéarité

AVANT-PROPOS

1) La CEIl (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale d alisation composée
de I'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CE\). pour objet de
favonser Ia cooperauon mternatlonale pour toutes les questions de normah i omaines de

2) i rese ent dans Ia mesure

3) ationales. Ils sont publiés
omités nationaux

4) nité xydg’la CEIl s'engagent a appliquer de

3 i ternatighales de la CEl dans leurs normes

et la norme nationale ou régionale

5) ‘a fixé S comyme/indication d’approbation et sa responsabilité

6) L’ i iré it gu i 8 ents de la présente Norme internationale peuvent faire

FDIS Rapport de vote
.~  82/186/FDIS 82/193/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette norme.
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

PHOTOVOLTAIC DEVICES -

Part 10: Methods of linearity measurement

FOREWORD

The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standard

ation comprising
all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object o i

this end and in addition to other activities, the IEC publishes International &ta aratlon is
entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested\in ith may
participate in this preparatory work. International, governmental and nop<gavetam

with the IEC also participate in this preparation. The IEC collaborates cloSely witk 3 ) Organization
for Standardization (ISO) in accordance with conditions determi Q ! een the two

organizations.

The formal decisions or agreements of the IEC on technlc T nearly as possible, an
international consensus of opinion on the relevant subjects INtechnical co mittee has representation
from all interested National Committees.

In order to promote international unificatior dertake to apply IEC International
Standards transparently to the maximum ional and regional standards. Any
divergence between the IEC Standard and/the corresponding\pational or regional standard shall be clearly
indicated in the latter.

\ FDIS Report on voting
.~  82/186/FDIS 82/193/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.
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DISPOSITIFS PHOTOVOLTAIQUES —

Partie 10: Méthodes de mesure de la linéarité

1 Domaine d'application et objet

La présente partie de la CEl 60904 décrit des procédures pour déterminer le degré de linéarité
d'un quelconque parameétre d'essai du dispositif photovoltaique par rapport a un paramétre
d'essai. Elle est surtout destinée & étre utilisée par les laboratoires d'étalofinage, les fabricants
de modules et les concepteurs de systémes.

la conversion des performances d'un groupe de conditions de \ et d'&claitement a
l'autre, reposent souvent sur l'usage d'équations linéaires (voir la CEl 61829).

ppl@et tous les dispositifs PV et
un digpositif comparable de techno-

éclairement. De fagon caractéristique, cette gamme
u minimum, et la gamme d'éclairement de 700 W[in—2 a

pe du courant de court-circuit en fonction de |'éclairement, il

& courbe de la tension en circuit ouvert en fonction du logarithme de

I'eclairement Nl _convient que la déviation normalisée de la pente (og/m) soit inférieure a

0,05.

c) En ce qui concerne la courbe du courant de court-circuit et de la tension en circuit ouvert
en fonction de la température, il convient que la déviation normalisée de la pente (gg/m)
soit inférieure a 0,1.

d) La variation de la réponse spectrale relative a une tension spécifiée est inférieure a 5 %
pour la bande intéressée de longueurs d'onde.

NOTE 1 — Beaucoup de normes PV de la CEIl exigent d'effectuer des corrections de désadaptation spectrale qui en
fait exigent des mesures de réponse spectrale. La linéarité de la réponse spectrale relative a la température et a
I'éclairement est cependant importante. Elle peut aussi étre significative pour les nouvelles technologies telles que
cellules photochimiques.

NOTE 2 - Du fait que la réponse spectrale relative de certains dispositifs tels que le silicium amorphe varie
considérablement avec la tension, il est important que la détermination de la linéarité soit effectuée a une tension
fixe. La tension choisie est régie par l'usage final. V,,5x peut étre choisi si le régime de puissance maximale est la
zone intéressée, et pour I'étalonnage, la tension de polarisation zéro est plus appropriée.
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PHOTOVOLTAIC DEVICES -

Part 10: Methods of linearity measurement

1 Scope and object

This part of IEC 60904 describes procedures used to determine the degree of linearity of any
photovoltaic device parameter with respect to a test parameter. It is primarily intended for use
by calibration laboratories, module manufacturers and system designers.

results. Indirectly, these requirements dictate the range
variables over which the equations can be used.

should be performed prior to all mea
device. The methodology used in this \
a linear (straight-line) function is fitted ) - ints using a least-squares fit
calculation routine. The variation of the data from 5. function is also calculated, and the

definition of linearity is expressed as an all tiopt percentage
A device is considered line oNQwing cowditions are met over the temperature and
irradiance range of interest. i i ge of temperature is 25 °C to 60 °C minimum,

and the irradiance tang ) 3 0 W2 minimum.

a) For the curve i c ersus irradiance, the normalized standard deviation of
the slope (0s/m 3

b) For the curve\of \open-ci vaoltage versus the logarithm of irradiance, the normalized
c) For the an-cireuit voltage and short-circuit current versus temperature, the

d) The variat glative spectral response at a specified voltage is less than 5 % for the
wavelength band.

NOTE 1 — Many of the IEC PV standards require spectral mismatch corrections which in turn require spectral
response measurements. Therefore, the linearity of spectral response with respect to temperature and irradiance is
important. It can also be significant for new technologies such as photochemical cells.

NOTE 2 — Because the relative spectral response of some devices such as amorphous silicon varies considerably
with voltage, it is important that the linearity determination be performed at a fixed voltage. The voltage selected is
governed by the ultimate usage. Vnhax may be selected if the maximum power regime is the area of interest, and for
calibration zero bias voltage might be more appropriate.
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NOTE 3 — Il convient de noter que la réponse spectrale relative de certains dispositifs varie avec la température et
I'éclairement. Certains de ces effets peuvent étre pris en compte comme variations dans les points a) et c) de la
non-linéarité du courant de court-circuit, mais d'autres effets peuvent ne pas I'étre. L'exigence du point d) justifie
ces non-linéarités.

Les procédures générales pour déterminer le degré de linéarité des paramétres précédents et
de tout autre paramétre de performance sont décrites dans les articles 4 & 6.

2 Références normatives

Les documents normatifs suivants contiennent des dispositions qui, par suite de la référence
qui y est faite, constituent des dispositions valables pour la présente partie de la CEIl 60904.
Au moment de la publication, les éditions indiquées étaient en vigueur et |és pafties prenantes
aux accords fondés sur la présente partie de la CEl 60904 sont i 2 3
possibilité d'appliquer les éditions les plus récentes des docume
apres. Les membres de la CEl et de I'lSO posseédent le registre de
vigueur.

CEI 60891:1987, Procédures pour les corrections en
I'éclairement & appliquer aux caractéristiques I-V mesurée
silicium cristallin
Amendement 1 (1992)

CEI 60904-9:1995, Dispositifs photovoltaiques — Partie 9: Exigences pour le fonctionnement
des simulateurs solaifes (publiée en anglais seulement)

CEI 61215:1993, Modules photovoltaiques (PV) au silicium cristallin pour application terrestre —
Qualification de la conception et homologation

CEI 61646:1996, Modules photovoltaiques (PV) en couches minces pour application terrestre —
Qualification de la conception et homologation

CEIl 61829:1995, Champ de modules photovoltaiques (PV) au silicium cristallin — Mesure sur
site des caractéristiques I-V


https://standards.iteh.ai/catalog/standards/iec/c8da8f81-e444-48cb-9b86-abf38bb185dc/iec-60904-10-1998

